














































木 村 吉 秀
微小なすき間を流れるトンネル電流を用いて表面形状をとらえる ScanningTunneling
Microscope(STM)の試作を行った｡これを高分解能走査型電子顕微鏡に組み入れること
により,チップ形状,移動距離を確認できた｡さらにシリコン基盤上に蒸着した金微粒子を観
察し,表面形状ならびに電圧一電流特性の測定も行なった｡これらよりSTMの性能向上-の
指針を得た｡
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